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edge, hige contrast line を撮影し必ずしも高分解能スペクトノレである必要はない。 このようなスベ
クトノレ線の実際の測定結果よりコンパレーターの最小単位 (1 micron) は大きすぎるように見える。
質量較正に関しては質量中心近似を用いた従来の方法の欠点は質量中心位置の決定に問題があり，
又経質量域における高次項の必要性を示し，又 mass scale 近似法との関連を(皿-3 節に於て)明
確にした。この方法の一般化の一つの方法としては乾板上の分散定数の性質を理論的に考察し (Ap­
pendix sect. 1) ，その一部については empirical に検正した(llI- 4 節)。
他方更に直接的な一般化を (sect. I -5 )で行い実験的にその妥当性の検証を行った。















群で充分の精度での質量決定が可能であることを示し ， Bainbridge-Jordan 型質量分析器によりこれ
を実験的に験証している。この方法は大分散装置において軽元素領域の質量測定が写真法によっては
高精度で不可能であるとされていた点、を大巾に改善し得る道を聞いたものとして高く評価し得るもの
といえる。又乙れは広い質量域に渉って電気的方法と写真法とで向精度においてその測定値を比較
し，両法での系統的誤差の発見に重要な意味をもつこととなろう。
以上，松本君の質量分析器における結像面上での質量分散公式の詳細な解析により，質量分析器方
式においても質量分析計方式と比較し得る精度での質量決定可能なことをはじめて明らかにしたもの
で，精密測定の分野で最重要な系統的誤差の発見とその克服に大きな寄与をなすもので理学博士の学
位論文として十分価値あるものと認められる。
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